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REQUISITO:

CARACTER:

DESCRIPCION:

OBJETIVOS::

Generales:

10 U.D.

AUTOR

Electivo Doctorado en Ciencias de la Ingenieria, mencién Ciencia de los
Materiales

El curso cubre aspectos précticos del manejo y operacion de un MICTOSCOPIO
electronico de transmision (TEM).

— Conocer la operacién y manejo del microscopio electrénico de transmision, incluyendo
procedimientos de seguridad, alineamiento, modos de imagenes, difraccién de electrones
y espectros de rayos-X.

Especificos:

Al finalizar el curso, el alumno ser4 capaz de:

e Alinear un microscopio electrénico de transmisién

* Realizar andlisis que permitan establecer la morfologia, estructura cristalina y estructura
de defectos de un material.

¢ Realizar andlisis que permitan establecer la composicion quimica de un material.



CONTENIDOS:

1.

Introducciéon

1.1. Descripcion del microscopio
1.2. Seguridad en el laboratorio
1.3. Procedimientos de emergencia

Alineamiento

2.1. Alineamiento del cafién de electrones

2.2. Alineamiento basico del sistema 6ptico

2.3. Correccién de astigmatismo del sistema de iluminacion

2.4. Correccién de astigmatismo del sistema de formacion de imagenes
2.5. Alineamiento de aperturas (condensadoras, objetivo y SAD)

Difraccién de electrones

3.1. Alineamiento avanzado del sistema de difraccién

3.2. Procedimiento para obtener patrones de difraccién en modo SAD
3.3. Procedimiento para obtener patrones de difraccién en modo CBED

Imagenes
4.1. Alineamiento avanzado del sistema de formacién de imagenes
4.2. Procedimiento para obtener imagenes de campo claro y 0Scuro

Microscopia electrénica de alta resolucién (HRTEM)
5.1. Alineamiento avanzado del sistema de formacién de imdgenes
5.2. Procedimiento para obtener imdgenes de alta resolucién HRTEM

Microscopia electronica de transmisiéon de barrido (STEM)

6.1. Alineamiento avanzado del sistema de iluminacién en modo Nano-probe

6.2. Procedimiento para obtener imagenes en modo STEM (seleccion de los parametros de
barrido y procesamiento digital de sefiales)

6.3. Procedimiento para obtener imagenes de alta resolucién en modo STEM (Ronchigram)

Espectroscopia y microanalisis
7.1. Procedimiento para obtener patrones de espectroscopia por dispersion de energia de
rayos-x (XEDS)



ACTIVIDADES.

Se desarrollara una clase experimental cada semana. A su vez, el estudiante debera realizar una
sesion practica cada semana.

Las actividades de laboratorio se desarrollaran en el Laboratorio de Microscopia Electrénica ubicado
en el Departamento de Geologia.

EVALUACION.

Se realizardn dos controles; uno a la mitad del curso (Control 1) y otro al finalizar el curso (Control
2). El Control 1 abarcara el alineamiento bésico del microscopio, junto con la obtencién de patrones
de difraccion e imagenes de campo claro y oscuro. El Control 2 abarcaré la obtencion de imégenes
de alta resolucion HRTEM, de imé4genes en modo STEM y de espectros de XEDS.

La calificacion final de la asignatura serd calculada de la siguiente manera:
NF =04 -NCI1+0.6-NC2

donde:

NF: Nota final
NC1: Nota Control 1
NC2: Nota Control 2
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